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Abstract of DE1 9928524 



The unit has a ram base (34), which is arranged 
movable in the vicinity, yet at a distance to the 
contact pins (51). A ram block (31) is applied at 
the ram base, to act on the object under test. A 
spring (36) is provided, which exerts an elastic 
force on the ram block in the pressure direction of 
the semiconductor structural elements. 
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(g) IC-Prufgerat 

@ Ein IC-Prijfgerat, das eine Prufung ausfuhrt, indem Ein- 
gangs/Ausgangs-Klemmen des Prufobjektes gegen Kon- 
taktstifte (51) angedruckt werden, und das sich dadurch 
auszeichnet, daR eine verelnheitlichte Andruckkraft in 
Richtung auf den Kontaktbereich auf ein Prufobjekt aus- 
geObt wird, umfafSt einen StoRelsockel (34), der beweg- 
lich in der Nahe, jedoch in Abstand zu den Kontaktstiften 
(51) angeordnet ist, einen an dem St6(Xelsockel ange- 
brachten StofSelblock (31) zunn Beaufschlagen des Pruf- 
objektes und eine Feder (36), die auf den Stdf^elblock eine 
elastische Kraft in Andruckrichtung ausiibt. 
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Beschreibung 
HINTERGRUND DER ERFINDUNG 

I. Technisches Gebiet 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein IC-Priifgerat zum 
Priifen einer oder mehrerer iniegrierter Halbleiterschal- 
tungsbauelemente und verschiedener anderer elektrischer 
Bauelemente (im folgenden als ein "IC" oder "ICs" bezeich- 
net), spezieller bezieht sie sich auf ein IC-Prufgerat, das sich 
dadurch auszeichnel, daB eine Gleichfbrniigkeit bei der An- 
drucktcraft eines zu priifenden ICs gegen einen Kontaklbe- 
reich erreicht wird. 

2, Beschreibung des Standes der Technik 

Ein als "Handler" bezeichnetes IC-Priifgerat transportiert 
eine groBe Anzahl von ICs, die auf einem Tablar gehalten 
sind, in das Innere eines Priifgerales, wo die ICs mit einem 
Prlifkopf in eleklrischen Kontakt gebracht werden, wonach 
die IC-Priifeinheit dazu veranlaBt wird, die Priifung auszu- 
fiihren. Wenn die Priifung beendel ist, werden die ICs vom 
Prlifkopf abtransportiert und in Ubereinstimmung mit den 
Ergebnissen der Priifung wieder auf Tablare aufgegeben, um 
sie in Kategorien von guten und schlechien ICs etc. zu sor- 
tieren. In einem IC-Priifgerat nach dem Stand der Technik 
sind die Tablare zum Halten der zu priifenden Priifobjekte 
Oder der gepriiften Priifobjekte (im folgenden als Kundent- 
ablare) bezeichnet) und die Tablare, die im Inneren des IC- 
Priifgerates in Umlauf sind (im folgenden als "Priiftablare" 
bezeichnet), ihrer Art nach verschieden. Bei diesem Typ von 
IC-Priifgeraien werden die ICs vor und nach der Priifung 
zwischen den Kundentablaren und den Pruftablaren umge- 
setzt. In der Priifprozedur, in der die ICs gepruft werden, in- 
dem sie mil dem Priifkopf in Kontakt gebracht werden, wer- 
den die ICs in dem Zustand, in dem sie auf den Pruftablaren 
gehalten sind, gegen den Priifkopf angedriickt. 

Bei der Priifbehandlung in einem IC-Priifgerat nach dem 
Stand der Technik wird ein zu priifendes IC gegen Kontakt- 
stifte angedruckL, indem ein als StoBel bezeichneter An- 
druckmechanismus abgesenkt wird. Die Absenkgrenze des 
SloBels wird durch einen Anschlag bestimmt, der den Ab- 
stand zwischen dem StoBel und dem Kontaktbereich auf ei- 
nen voigegebenen Abstand einstellt. 

Es existiert jedoch ein nicht geringer Herstellungsfehler 
zwischen der Dicke eines zu priifenden ICs selbst (dieser 
Fehler ist definiert als AX), einem HersteilungsmaB des An- 
schlags auf der Seite des StoBels und der StoBeloberflache 
(dieser Fehler ist definiert als AY) und einem Hersteilungs- 
maB des Anschlags auf der Seite des Kontaktbereichs und 
den Spitzen der Kontaklstifte (dieser Fehler ist definiert als 
AZ), und der multiplizierte (kumulierte) Betrag von AX bis 
AZ erreicht normalerweise Wertc von etwa ± 0,1 bis ± 
0,2 mm. 

Wenn deshalb der multiplizierte Fehler von AX bis AZ 
beispielsweise +0,04 mm erreicht, wie in einer StoBelhub/ 
Last-Kurve in Fig, 13 gezeigt ist, so wird fiir die Referenz- 
last von 25 gf/1 Kugcl latsachlich eine Last von 45 gU 1 Ku- 
gel auf das zu priifende IC ausgeiibt (in diesem Fall genugt 
es, wenn der StoBelhub auf 0,18 mm eingestellt wird). Dies 
fiihrt zu der Gefahr, daB das IC beschadigt oder zerstort 
wird. Wenn im Gegensatz dazu der multiplizierte Fehler von 
AX bis AZ um beispielsweise -0.1 mm zur negativen Seite 
abweicht, ist es wahrscheinlich, daB keine ausreichende An- 
druckkraft erreicht wird und die Priifung nicht ausgefiihrt 
werden kann. 

Obgleich der Gesamtfehler dadurch reduziert werden 



kann, daB die jeweiiige MaBgenauigkeit des StoBels und des 
Kontaktbereichs verbessert werden, gibt es bei der Errei- 
chung einer solchen MaBgenauigkeit eine bestimmte 
Grenze. Da auBerdem die MaBgenauigkeit eines Gehause- 
5 formteils bei Chipgehausen (CSP; Chip Size Packages), etc. 
ziemlich grob ist, wird der Herstellungsfehler AX groB, 
wenn das zu priifende IC ein CSP-Chip ist. Deshalb ist es als 
GegenmaBnahme nicht ausreichend, nureine hbhere Genau- 
igkeit des StoBels und des Kontaktbereiches zu erreichen. 

10 

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG 

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein IC- 
Priifgerat zu schalfen, das sich dadurch auszeichnet, daB 

15 sich eine vereinheitlichte Andruckkraft eines zu priifenden 
ICs an einen Kontaktbereich ergibt. 

(1) GemaB der vorliegenden Erfindung wird ein IC-Priif- 
gerat zum Prufen durch Andriicken von Eingangs/Aus- 
gangs-Klemmen von Priifobjekten an einen Kontaktbereich 

20 eines Priifkopfes geschaffen, mit einem beweglich und in 
der Nahe von, jedoch in Abstand zu dem Kontaktbereich an- 
geordneten StoBelsockel, einem an dem StoBelsockel ange- 
ordneten StoBelblock zum Andriicken der Priifobjekte durch 
Beaufschlagung derselben von der dem Kontaktbereich ent- 

25 gegengesetzten Seite her und einem elastischen Teil zur 
Ausubung einer elasdschen Kraft in Andruckrichtung der 
Priifobjekte auf den StoBelblock. 

Wenn in einem IC-Priifgerat gemaB der vorliegenden Er- 
findung die Eingabe/Ausgabe-Klemme des zu priifenden 

30 ICs gegen den Kontaktbereich des Priifkopfes angedriickt 
wird, so wird der StoBelsockel dicht an den Kontaktbereich 
herangebracht, und das IC wird durch einen StoBelblock ge- 
gen den Kontaktbereich angedriickt. 

Dabei wird die Positionsbeziehung zwischen dem StoBel- 

35 sockel und dem Kontaktbereich mit Hilfe eines mechani- 
schen Mechanismus des Anschlags, etc. und eines eleklri- 
schen Mechanismus aus einem Elektromotor etc. so einge- 
stellt/kontroUiert, daB sie als ReferenzmaB dient. Wenn je- 
doch in der Positionsbeziehung zwischen dem StoBelsockel 

40 und dem Kontaktbereich ein Fehler aufuitt, gleicht der Sto- 
Belblock den Fehler aus, wahrend durch einen elastischen 
Teil eine elastische Kraft auf das zu priifende IC ausgeiibt 
wird. Somit kann verhindert werden, daB eine iibermaBige 
Andruckkraft auf das IC wirkt oder, umgekehrt, die An- 

45 druckkraft des StoBels unzureichend ist etc. In dem IC-Priif- 
gerat gemaB der vorliegenden Erfindung wird namlich die 
Andruckkraft fiir die ICs nicht durch Steuerung der Hube 
des StoBels vereinheitlicht, sondem durch Steuerung der 
Last durch den StoBelblock. 

50 Der elastische Teil gemaB der vorliegenden Erfindung ist 
nicht besonders beschrankt, und eine Vielzahl elastischer 
Korper und Stellglieder, etwa eine Schraubenfeder, kann 
verwendet werden. Ebenso kann der elastische Teil an ir- 
gendweichen anderen Teilen als dem St56elsockel angeord- 

55 netsein. 

Als ein hauptsachlicher Fehler, der in der Positionsbezie- 
hung zwischen dem StoBelsockel und dem Kontaktbereich 
auftritt, konnen die Dicke eines zu priifenden ICs selbst, AX, 
ein HersteilungsmaB des Anschlags auf der Seite des Sto- 

60 Bels und der OberflSche des StoBels, DY. und ein Herstei- 
lungsmaB des Anschlags auf der Seite des Kontaktbereichs 
und den Spitzen der Kontaktstifte, AZ, angesehen werden, 
und, wie oben erlautert wurde, erreicht der mulLiplizierle 
Betrag von AX bis AZ bis zu eiwa ± 0, 1 bis ± 0,2 mm, Wenn 

65 jedoch beispielsweise der Fall betrachtet wird, daB eine 
Schraubenfeder als elastischer Teil ver\^'endet wird, so be- 
tragt der Fehler in der Andruckkraft, die auf das zu priifende 
IC wirkt, etwa 13 gf/1 Kugei in bezug auf die Bezugslast 
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von 25 gf/l Kugel, selbst wenn beispielsweise ein Fehler 
von 2 mm aufthlt. Deshalb besiehl nichl der Nachteil einer 
ubermaBigen Last oder einer zu kleinen Last. 

(2) In dein IC-Prufgerat gemaB der vorliegenden Erfin- 
dung isl die Art des Transports des zu priifenden ICs zu dein 5 
Kontakibereich nicht besonders beschrankt, und sie schlieBt 
auch cine Art des Andrucks des ICs gegen den Kontaktbe- 
reich mil Hilfe eines Saugkopfes ein, wahrend das IC durch 
Saugwirkung gehalten wird, und eine Art des Andruckes des 
ICs gegen den Kontakibereich, wahrend es auf einem Tablar 10 
gehalten wird. Insbesondere im ietzteren Fall kann leicht ein 
Fehler in der Posiuonsbeziehung zwischcn dein StoBel und 
dem Kontakibereich auflreien. weil zum gleichzcitigen Prii- 
fen einer groBen Anzahl von ICs eine groBe Anzahl von ICs 
glcichzeidg angedriickt wird. Deshalb wird in der vorhegen- 15 
den Erfindung vorzugsweise eine Art des Andruckes des ICs 
gegen den Kontakibereich in dem Zustand angewandl, in 
dem die ICs auf Tablaren gehalten sind. 

(3) Der elaslische Teil gemaB der vorliegenden Erfindung 

isl nicht besonders beschrankt, doch isl es bevorzugt, daB 20 
die elaslische Kraft des elastischen Teils variabel ist. 

Die Variabilitat der elastischen Kraft bedeulet, daB die auf 
den StbBelblock in Andruckrichtung des zu priifenden ICs 
ausgeubte elaslische Kraft veranderbar gemacht wird, und 
spezielie Mittel sind nicht besonders beschrankt. 25 

Als Beispiel sind zu nennen die Veranderbarkeit der ela- 
stischen Kraft durch Austausch verschiedener Arten von 
elastischen Teilen mit unterschiedlichem Elasdzitatsmodul 
Oder durch Verwendung desselben elastischen Teils und 
Verandern einer Bezugslange desselben. Indem die elasti- 30 
sche Kraft des elastischen Teils variabel gemacht wird, wird 
es selbst dann, wenn sich die Referenzlast (Andruckkrafl) 
entsprechend den Prufbedingungen fur ein zu priifendes IC 
und aanderm andert, moglich, den Anderungen flexibel 
Rechnung zu U^gen, so daB das IC-Prufgerat vielseitiger 35 
wird. 

(4) Zur Losung der oben genannten Aufgabe ist gemaB ei- 
nem weiteren Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung ein 
IC-Prufgerat vorgesehen, zum Priifen eines oder mehrerer 

zu priifender Halbleiterbauelemente durch Halten zwischen 40 
einem StoBel und einem Kontakibereich eines Priifkopfes, 
damit Eingangs/Ausgangs-Klemmen der Halbleiterbauele- 
mente mit dem Kontakibereich in Kontakt gebracht werden, 
bei dem der StoBel in der Lage isl, sich von den Halbleiter- 
baueleraenten vor und zuriickzubewegen, und einer Kraft in 45 
einer Richtung ausgesetzt ist, die einer von dem Kontakibe- 
reich auf die Halbleiterbauelemente ausgeublen Kraft enige- 
genwirkt. 

Wenn in dem IC-Prufgerat gemaB der Erfindung das IC 
zwischen dem StoBel und dem Kontakibereich gehalten 50 
wird, so bewegt sich selbst in dem Fall, in dem die Positi- 
onsbeziehung zwischen dem StoBel und dem Kontakibe- 
reich von dem ReferenzmaB abweicht, der StoBel in bezug 
auf das IC in Ubereinstimmung mil der GroBe des Spaltes 
vor und zuriick. Da der StoBel eine Kraft in der Richtung er- 55 
hail, die der von dem Kontakibereich auf das IC ausgeublen 
Kraft cnlgegenwirkt, wird dabei auBerdem die Kraft, mit der 
das IC zwischen dem StoBel und dem Kontakibereich gehal- 
ten wird (namlich die Andruckkrafl auf das IC), auf einem 
nahezu konstanien Wen gehalten. Somit kann vertiinden 60 
werden, daB eine ubermaBige Andruckkrafl auf das IC wirkt 
oder das, umgekehn, die Andruckkrafl nicht ausreichl. 

(5) Die zu priifenden ICs, auf welche diese Erfindung an- 
gewandl wird, sind nicht speziell beschrankt und umfassen 
alle Arten von ICs. Wenn die vorliegende Erfindung auf ICs 65 
in ChipgroBe (ICs des CSP-TVps) angewandl wird, bei de- 
nen die Herstellungs-MaBgenauigkeii eines Gehauseform- 
leils recht grob isl, wird die Eilfizienz besonders bemerkens- 
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werl. 

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN 

Diese und weitere Aufgaben und Merkmale der vorlie- 
genden Erfindung werden nachstehend unler Bezugnahme 
auf die beigefiigten Zeichnungen naher erlaulert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine perspekdvische Ansicht einer ersten Ausfiih- 
rungsform eines IC-Priifgerates gemaB der vorliegenden Er- 
findung: 

Fig. 2 ein FluBdiagramm eines Tablars, zur Dlusiration ei- 
nes Verfahrcns zur Handhabung eines zu priifenden ICs in 
dem IC-Priifgeral gemaB Fig. 1 ; 

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht des Aufbaus eines IC- 
Staplers in dem IC-Priifgeral gemaB Fig. 1 ; 

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht eines in dem IC-Priif- 
gerat nach Fig. 1 verwendeten Kundentablars; 

Fig. 5 eine perspektivische Explosionsdarstellung eines 
in dem IC-Priifgeral nach Fig. 1 verwendeten Priiftablars; 

Fig, 6 eine perspektivische Explosionsdarstellung eines 
StoBels, eines Einsaizes (des Priiftablars), einer Sockelfuh- 
rung und von Konlaktstiften (des Koniaktbereichs) in dem 
Priifkopf gemaB Fig. 1; 

Fig, 7 eine vergroBerte perspektivische Ansicht der Ein- 
zelheil VII in Fig. 6; 

Fig. 8 einen Schnitt zu Fig. 6; 

Fig. 9 einen Schnitt, der die Posiuonsbeziehung zwischen 
einem StoBel, einer Sockelfuhrung und Konlaktstiften ge- 
maB Fig. 6 illustriert; 

Fig. 10 eine Graphik zur Illustration der Beziehung zwi- 
schen einer Federlange und einer Last; 

Fig. 1 1 eine perspektivische Explosionsdarstellung einer 
weiteren Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 12 eine perspektivische Explosionsdarstellung einer 
weiteren Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung; und 

Fig. 13 eine Hub/Last-Kurve in einem IC-Prufgeral nach 
dem Stand der Technik. 

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFUH- 
RUNGSFORMEN 

Fig. 2 ist eine Darstellung zur Erlauterung des Verfahrcns 
zur Handhabung eines Priifobjekls in dem IC-Priifgerai ge- 
maB der vorliegenden Ausfiihrungsform und zeigl in einer 
Draufsicht Bauelemente, die tatsachhch in vertikaler Rich- 
tung ausgerichtet sind. Deshalb wird der mechanische (drei- 
dimensionale) Aufbau unler Bezugnahme auf Fig. 1 erlau- 
lert. 

Das IC-Priifgerat 1 gemaB der vorliegenden Ausfuh- 
rungsform priift (untersucht oder testet), ob das K' in einem 
Zustand, in dem eine Hoch- oder Tieftemperaturbeanspru- 
chung auf das Priifobjekt ausgeiibt wird oder nicht, ange- 
messen arbeitet, und klassifizieri die Prlifobjekte anhand der 
Priifergebnisse. Die Funktionspriifiing in dem Zustand mil 
thermischer Beanspruchung wird ausgefuhrt, indem die 
Prufobjekte von dem Tablar, das eine groBe Anzahl von zu 
priifenden Prufobjekten tragi (im folgendcn auch als "Kun- 
denlablar KST" bezeichnel, siehe Fig. 4), auf ein PrufUblar 
TST (siehe Fig. 5) umgesetzl werden, das durch das Innere 
des IC-Prijfgeraies 1 iransporlien wird. 

Wie in Fig. 1 und 2 gezeigl ist, umfaBl das IC-Priifgeral 1 
gemafi der vorliegenden Ausfiihrungsform deshalb ein IC- 
Magazin 200, das die zu priifenden Priifobjekle aufnimmt 
Oder die gepriiflen Priifobjekle klassifiziert und speichert, 
einen Ladeabschnitt 300, der die Priifobjekle vom IC-Maga- 
zin 200 in einen Kammerabschnitt 100 weiterleilet, einen 
Kammerabschnitt 100, der einen Priifkopf einschlieBl, und 
einen Eniladeabschniit 400, der die gepriiflen Prufobjekte, 
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die im Kammcrabschnill 100 gepriift worden sind, klassifi- 
zien und austragt. 

IC-Magazin 200 

Das IC-Magazin 200 hat einen IC-Stapler 201 fur unge- 
priifte ICs, zum Hal ten von zu priifenden Priifobjekten, und 
einen IC-Stapler 202 fur gepriifte ICs, zum Halten von Priif- 
objekten, die in Ubereinstimmung mit den Priifergebnissen 
klassifiziert sind. 

Wie in Fig. 3 gezeigt ist, haben der IC-Stapler 201 fiir un- 
gepriifte ICs und der IC-Stapler 202 fiir gepriifte ICs jeweils 
ein rahmenlormiges Tablar-Siiitzgeslell 203 und cine Hub- 
einrichtung 204, die von unten in das Tablar-Sliitzgeslell 
203 eintritt und sich nach oben bewegt. Das Tablar-Stiitzge- 
slell 203 tragi im Inneren eine Vielzahl gestapelter Kundenl- 
ablare KST. Durch die Hubeinrichtung 204 werden nur die 
gestapelten Kundentablare KST auf und ab bewegt. 

Der IC-Stapler 201 fiir ungepriifte ICs halt gestapelte 
Kundentablare KST, auf denen zu priifcnde Prufobjekte ge- 
halten sind, wahrend der IC-Stapler 202 fiir gepriifte ICs ge- 
stapelte Kundentablare KST halt, auf denen fertig gepriifte 
Prijfobjekte geeignet klassifiziert sind. 

Da die IC-Stapler 201 und 202 fiir ungepriifte und ge- 
priifte ICs denselben Aufbau haben, k5nnen die Anzahlen 
der IC-Stapler 201 fiir ungeprufte ICs und der IC-Slapler 
202 fiir gepriifte ICs nach Bedarf gewahlt werden. 

In dem in Fig. 1 und 2 gezeigten Beispiel hat der Stapler 
201 fiir ungeprufte ICs zwei Stapler STK-B und benachbart 
dazu zwei leere Stapler STK-E, die zum Entladeabschnitt 
400 zu uberfuhren sind, wahrend der IC-Stapler 202 fiir ge- 

prufte ICs acht Stapler STK-1, STK-2 . STK-8 hat und 

ICs halten kann, die entsprechend den Priifergebnissen nach 
maximal acht Klassen sortierl sind. Das heiBt zusatzlich zur 
Klassifizierung der ICs als gul und schadhaft ist es moglich, 
die guten ICs in solche mit hohen Arbeitsgeschwindigkei- 
ten, solche mit mitderen Geschwindigkeiten und solche mit 
niedrigen Geschwindigkeiten aufzuteilen und die schadhaf- 
ten ICs aufzuteilen in solche, die eine Nachpriifung erfor- 
dem, etc. 

Ladeabschnitt 300 

Das oben erwahnte Kundentablar KST wird durch einen 
Tablar-Transferarm 205, der zwischen dem IC-Magazin 200 
und einer Prufplalte 105 angeordnel ist, von der Unterseite 
der Priifplatie 105 zu einer Offnung 306 des Ladeabschnilts 
300 uransportien. Wciterhin werden in dem Ladeabschnitt 
300 die auf das Kundentablar KST aufgegebenen Priifob- 
jekte durch einen X-Y-Forderer 304 einmal zu eincm Aus- 
richter 305 uberfiihrt. Dort werden die gegenseitigen Posi- 
tionen der Priifobjekte korrigierl, dann werden die zu dem 
Ausrichter 305 iiberfiihnen Prufobjekte auf das Priiflablar 
TST umgesetzt, das an dem Ladeabschnitt 300 halt, wie- 
derum unter Verwendung des X-Y-Forderers 304. 

Wie in Fig. 1 gezeigt ist, weist der X-Y-F6rderer 304, der 
die Prufobjekte vom Kundentablar KST auf das Priiftablar 
TST umsetzt, zwei Schienen 301, die auf der Oberseite der 
Priifiplatte 105 verlegl sind, einen beweglichen Arm 302. der 
sich enilang dieser beiden Schienen 301 (diese Richlung 
wird als Y-Richtung bezeichnet) zwischen dem Priiftablar 
TST und einem Kundentablar KST bewegen kann. und ei- 
nen beweglichen Kopf 303 auf, der an dem beweglichen 
Arm 302 gehaUen und in der Lage ist, sich in der X-Rich- 
lung langs des beweglichen Arms 302 zu bewegen. 

An dem beweglichen Kopf 303 des X-Y-Forderers sind 
nach unten weisende Saugkopfe angebrachi. Die Saugkopfe 
bewegen sich, wahrend Lufi eingesogen wird, urn die Priif- 



objekte vom Kundentablar KST aufzunehmen und sie auf 
das Priiftablar TST umzuseizen. Zum Beispiel sind fiir den 
beweglichen Kopf 303 etwa acht Saugkopfe vorgesehen, so 
daB es moglich ist, acht Priifobjekte auf einmal auf das 

5 Priiftablar TST umzusetzen. 

In einem allgemeinen Kundentablar KST sind Einzuge 
zum Halten der Priifobjekte relativ groBer ausgebildel als 
die Umrisse der Priifobjekte, so daB die Posilionen der Priif- 
objekte in einem Zustand, in dem sie auf dem Kundentablar 

10 KST gehalten sind, in einem weileren Bereich variieren 
konnen. Wenn die Priifobjekte von den Saugkopfen aufge- 
nommen und in diesem Zustand direkl zu dem Priiftablar 
TST iiberfiihrt werden, wird es deshalb schwierig, die ICs 
prazise in die Einziige fallen zu lassen, die zu ihrer Auf- 

15 nahme in dem Priiftablar TST ausgebildet sind. Deshalb ist 
bei dem IC-Priifgerat 1 gemaB der vorliegenden Ausfuh- 
rungsform zwischen der Halteposition des Kundentablars 
KST und des Priiftablars TST eine als Ausrichter 305 be- 
zeichnete Positionskorrektureinrichtung fiir die ICs vorgese- 

20 hen. Dieser Ausrichter 305 hat verhaltnismaBig liefe Ein- 
ziige, die an ihren Umfangsrandern von geneigten Oberfla- 
chen umgeben sind, so daB, wenn Priifobjekte, die von den 
Saugkopfen aufgenommen wurden, in diese Einziige fallen- 
gelassen werden, die Absetzpositionen der Prufobjekte 

25 durch die geneigten Oberflachen korrigiert werden, Infolge- 
dessen werden die Positionen der acht Priifobjekte relativ 
zueinander prazise eingestellt, und es ist moglich, die kor- 
rekt positionierien Priifobjekte emeut mit den Saugkopfen 
aufzunehmen und sie auf das Priiftablar TST umzusetzen 

30 und sie somit prazise in die in dem Priiflablar TST ausgebil- 
deten Einziige zur Aufnahme der ICs zu laden. 

Kammerabschnitt 100 

35 Das oben genannte Priiftablar TST wird, nachdem es 
durch den Ladeabschnitt 300 mit den Priifobjekten beladen 
worden ist, in den Kammerabschnitt 100 transportieri, dann 
werden die Priifobjekte in einem Zustand gepriift, in dem sie 
auf dem Priiflablar TST liegen. 

40 Der Kammerabschnitt 100 hat eine Thermostat kammer 
100, um die auf das Priiftablar TST aufgegebenen Priifob- 
jekte einer Hochtemperatur- oder Tieftemperaturbeanspru- 
chung oder keiner theniiischen Beanspruchung auszusetzen, 
eine Priifkammer 102, um die Priifobjekte, nachdem sie in 

45 der Thermostatkammer 101 einer thermischen Beanspru- 
chung ausgesetzt wurden oder nicht, mit dem Priifkopf in 
Kontakt zu bringen, und eine Temperierkammer 103 zum 
Abklingenlassen der thermischen Beanspruchung an den in 
der Priiflcammer 102 gepriiften Priifobjekten, 

50 Wenn in der Thermostatkammer 101 eine hohe Tempera- 
lur angewandt wurdc, so werden die Priifobjekte in der Tem- 
perierkammer 103 durch Einblasen von Luft gekiihlt, um sie 
auf Zimmertemperatur zuruckzufiihren. Wenn andererseits 
in der Thermostatkammer 101 eine niedrige Temperatur von 

55 etwa -30°C angewandt worden ist, werden die Priifobjekte 
in der Temperierkammer durch HeiBluft oder eine Heizung 
etc. erhitzt, um sie auf eine Temperatur zuriickzufiihren, bei 
der keine Kondensation auftritt. Danach werden die gepriif- 
ten Prufobjekte zum Entladeabschnitt 400 ausgetragen. 

60 Wie in Fig. 1 gezeigt ist, sind die Thennostatkammer 101 
und die Temperierkammer 103 des Kammerabschnitts 100 
so angeordnet, daB sie nach oben von der Priifkammer 102 
aufragen. Weiterhin hat die Thennostatkammer 101 einen 
Vertikalforderer, wie er schematisch in Fig. 2 gezeigt ist. 

65 Eine Vielzahl von Priiftablaren TST wird durch den Verti- 
kalforderer abgestiitzt und in Bereitschaft gehalten, bis die 
Priifkammer 102 leer wird. Wahrend der Bereitschaft wird 
eine Hochtemperatur- oder Tieftemperaturbeanspruchung 
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auf die Priifobjekte ausgeubt. 

Die Prufkammer 102 weist einen Priifkopf 104 auf, der in 
ihrer Milie angeordnet ist. Ein Pruftablar TST wird iiber den 
Priifkopf 104 gebrachl, und die Prufobjekie werden gcpriifl, 
indem ihre Eingangs/Ausgangs-Klemmen HB mil den Kon- 5 
laktsliften 51 des Priifkopfes 104 in eleklrischen Koniakt 
gebracht werden. Andererseils wird das fertig geprufte 
Pruftablar TST in der Temperierkammer 103 behandelt, urn 
die Temperatur der ICs auf Zimmerlemperatur zuruckzufiih- 
rcn, und wird dann zum Endadeabschnitt 400 ausgegeben. lO 

Auf der Priifplalle 105 ist ein Priiftablarforderer 108 mon- 
tiert. Das von dem Priiftablarforderer 108 aus der Tempe- 
rierkammer 103 ausgetragene Pruftablar TST wird durch 
den Hntladeabschnitt 400 und den Ladeabschnitt 300 zur 
Thermostaikanimer 101 zuriickgefuhrt. 15 

Fig. 5 isl eine perspekiivische Explosionsdarstellung des 
Priiftablars TST, das in der vorliegenden Ausfuhrungsform 
verwendet wird. Das Pruftablar TST hat einen rechteckigen 
Rahmen 12 mit einer Vielzahl von parallel und in gleichma- 
Bigen Abstanden angeordncten Querstiicken 13 und weist 20 
eine Vielzahl von Montageteilen 14 auf, die in gleichmaBi- 
gen Abstanden von beiden Seiten der Quersiucke 13 und 
den diesen Querstiicken 13 zugewandten Seiten 12a des 
Rahraens 12 vorspringen. Zwischen diesen Querstiicken 13 
und den Seiten 12a und den beiden Montageteilen 14 wer- 25 
den Hnsatzhalter 15 gebildet. 

Diese Einsatzhalter 15 dienen dazu, jeweils einen Einsatz 
16 aufzunehmen. Ein Einsatz 16 ist mit Hilfe von Befesti- 
gungseinrichtungen 17 schwinamend an den beiden Monta- 
geteilen 14 befestigt. Deshalb sind an den beiden Enden der 30 
Einsatze 16 Montageiocher 21 fur die Montage an den Mon- 
tageteilen 14 ausgebildet. Zum Beispiel sind 16x4 dieser 
Einsatze 16 auf einmal auf dem Pruftablar TST angeordnet. 

Die Einsatze 16 haben dieselbe Form und dieselben Ab- 
messungen, und die Priifobjekte sind in den Einsatzen auf- 35 
genonunen. Der IC-Halter 19 des Einsatzes 16 ist durch die 
Form des aufzunehmenden Priifobjektes bestimmt und wird 
in dem in Fig. 5 gezeigten Beispiel durch einen rechteckigen 
Einzug gebildet. 

Wenn die einmal mit dem Priifkopf 104 verbundenen 40 
Priifobjekte in 4 Reihen und 1 6 Spalten angeordnet sind, wie 
in Fig. 5 gezeigl ist, so werden beispielsweise 4 Reihen aus 
4 Spallen von Priifobjekten simulian gepriift. Das heiBl im 
ersten Prufschritt werden die 16 Priifobjekte, die in jeder 
vierten Spalte von der ersten Spalte an angeordnet sind, ge- 45 
priift und an die Kontaktstifte 51 des Priifkopfes 104 ange- 
schlossen. Im zweiten Prafschrilt wird das Priiftablar TST 
um eine Spalte bewegt, und die Priifobjekte, die in jeder 
vierten Spalte von der zweiten Spalte an angeordnet sind, 
werden auf ahnliche Weise gepriift, Durch insgesaml vicr- 50 
malige Wiederholung dieses Vorgangs werden samtliche 
Priifobjekte gepriift. Die Ergebnisse der Priifung werden un- 
ter Adressen gespeicherl, die beispielsweise durch die dem 
Pruftablar TST zugewiesene Identifizierungsnummer und 
die den Priifobjekten innerhalb des Priiftablars TST zuge- 55 
wiesenen Nummern bestimmt sind. 

Fig. 6 isl eine perspektivische Explosionsdarstellung ei- 
nes StoBels 30, eines Einsatzes 16 (auf der Seite des Priiftab- 
lars TST), einer Sockelfiihning 40 und von Kontaktsiiften 
51 des Priifkopfes 104 des IC-Priifgerates, Fig. 7 ist eine 60 
vergroBerte perspektivische Darstellung der Einzelheit VII 
in Fig. 6, Fig. 8 ist ein Schnitt zu Fig. 6, und Fig. 1 1 ist ein 
Schnill in dem Zustand, in dem ein StoBel 30 sich in den 
Priifkopf 104 absenkt. 

Der StoBel 30 ist an der Oberseite des Priifkopfes 104 an- 65 
geordnet und wird mil Hilfe eines nicht gezeigten Z-Ach- 
sen-Antriebs (beispielsweise eines Ruiddruckzylinders) 
vertikal in der Z-Richtung bewegt. Die StoBel 30 sind an 



dem Z-Achsen-Anlrieb enlsprechend den Inlervallen der auf 
einmal zu priifenden Priifobjekte angeordnet (bei dem obi- 
gen Pruftablar insgesamt 16 aus 4 Reihen in jeder vierten 
Spalte). 

Ein an dem obigen Z-Achsen-Antrieb angeordneter Sto- 
Bel 30 umfaBi einen Fiihrungs-StoBelsockel 35, der sich ver- 
tikal in der Z-Richtung bewegt einen StoBelsockel 34 und 
einen SloBelblock 41, der iiber eine Feder 36 (entsprechend 
dem elastischen Mittel gemaB der vorliegenden Erfindung) 
an dem StoBelsockel 34 gehalten ist. 

Der Fiihrungs-StoBelsockel 35 und der StoBelsockel 34 
sind mit einer Schraube befestigt, wie in Fig. 6 und 8 gezeigt 
ist, und die beiden Seiten des StoBelsockels 34 sind mit Fiih- 
rungsoffnungen 20 eines Einsatzes 16 und Fiihrungsstifien 
32 versehen, die in eine Fiihrungsbuchse 41 einer spater be- 
schriebenen Sockelfuhrung 40 eingesteckt sind. AuBerdem 
hat der StoBelsockel 34 Anschlagfuhrungen 33 zur Einstel- 
lung der Absenkgrenze, wenn der SlGBelsockel 34 durch den 
Z-Achsen-Antrieb abgesenkl wird. Das BezugsmaB einer 
Posiuon der Absenkgrenze des StoBels, zum Andriicken der 
Priifobjekte mit einem geeigneten Druck, ohne sie zu zer- 
brechen, wird dadurch bestimmt, daB die Anschlagfiihrun- 
gen 33 an der Anschlagflache 42 der Sockelfuhrung 40 an- 
schlagen. 

Wie in Fig. 6 und 8 gezeigt ist, ist der SloBelblock 31 in 
ein Durchgangsloch eingesteckt, das in der Mine des StoBel- 
sockels 34 ausgebildet ist, und eine Feder 36 und, nach Be- 
darf, eine Unterlegscheibe 37 sind zwischen dem mit dem 
Fiihrungs-StoBelsockel 35 gebildeten Zwischenraum befe- 
stigt. Die Feder 36 ist eine Druckfeder (elastischer Korper), 
die den SloBelblock 31 durch Federwirkung nach unlen in 
der Zeichnung (in Richtung auf die Priifobjekte) vorspannt, 
und hat einen Elastizitalskoeffizienten entsprechend der Re- 
ferenzlasl in bezug auf die Priifobjekte. 

AuBerdem stellt die Unterlegscheibe 37 eine Referenz- 
lange bei der Montage der Feder ein und steLlt die anfangli- 
che Last ein, die auf den SloBelblock 31 wirkt. Selbst wenn 
eine Feder 36 mit demselben Elasdzitatskoeflizienten ver- 
wendet wird, wird namlich die anfanglich auf den St6Bel- 
block 31 ausgeiibte Last groBer, wenn die Unterlegscheibe 
37 dazwischen angebracht wird. Im gezeigten Beispiel ist 
die Unterlegscheibe 37 zwischen der Feder 36 und dem Slo- 
Belblock 31 angebracht, doch geniigt es, wenn die Referenz- 
lange der Feder 36 einstellbar ist, und die Unterlegscheibe 
kann beispielsweise zwischen dem Fiihrung-StoBelsockel 
35 und der Feder 36 angeordnet sein. 

Auch wenn die Feder 36 als das elastische Mittel gemaB 
der vorliegenden Erfindung verwendet wird, wie beispiels- 
weise in Fig. 1 1 gezeigt ist, ist es moglich mehrere Arlen 
von Fedem 36A, 36B und 36C vorzubereiten, die voneinan- 
der verschiedene Elasdzitatskoeffizienten haben, und cine 
geeignete Feder auszuwahlen, die in Ubereinstimmung mit 
der Referenzlange in bezug auf die Priifobjekte zu verwen- 
den ist. Wie auBerdem in Fig. 12 gezeigt ist, kann der Slo- 
Belblock 31 so konfiguriert sein, daB an ihm mehrere (3 in 
diese m Fall) Fedem 36 parallel zueinander monliert werden 
konnen, und die Anzahl der montierten Fedem kann ent- 
sprechend der Referenzlast in bezug auf die Priifobjekte ge- 
wahlt werden. 

Wie auch in Fig. 5 erlautert wird, ist der Einsatz 16 mit 
Hilfe einer Befestigungseinrichtung 17 am Pruftablar TST 
angebracht. Br ist an seinen beiden Seiten mit Fiihrungslo- 
chem 20 versehen, durch welche die oben erwahnlen Fiih- 
rungsstifte 32 des StoBels 30 und die Fuhrungsbuchsen 41 
der Sockelfiihning 40 hindurchgesteckl sind. Wie durch den 
Zustand der Absenkung der Buchse in Fig. 11 illuslrierl 
wird, hat das Fuhrungsloch 20 auf der linken Seite in der 
Zeichnung in seiner oberen Halfte, wo der Fiihrungsstift 32 
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des SloBels 30 zum Zweck der Positionierung eingesteckt 
isi, einen kleinen Durchmesser und in seiner unteren Halfle, 
wo die Fiihrungsbuchse 41 der Sockelfuhrung 40 zum 
Zwcck der Positionierung eingesteckt ist, einen groBen 
Durchmesser. Das Fuhrungsloch 20 auf der rechten Scite in 5 
der Zeichnung nimmt den Fuhrungssiift 32 des StoBels 30 
und die Fiihrungsbuchse 41 der Sockelfuhrung 40 mit Spiel 
auf. 

Wie in Fig» 6 gezeigt ist, weist der Einsatz 16 in seiner 
Mitte einen IC-Halter 19 auf. Wenn das Prufobjekt hier fai- 10 
lengelassen wird, wird es auf das Priiftablar TST aufgege- 
ben. 

Andcrerseits ist die am Prufkopf 104 befestigte Sockel- 
fuhrung 40 auf ihren beiden Seiten mit Fuhrungsbuchsen 41 
fiir das Einstecken der beiden Fiihrungsslifle 32 des StoBels i5 
30 und zur Ausrichtung mit dicsen beiden Fiihrungsstiften 
32 versehen. Die Fiihrungsbuchse 41 auf der linken Seite 
bewirkt auch die Ausrichtung mit dem Einsatz 16. 

An der Unterseite der Sockelfuhrung 40 ist ein Sockel 50 
befestigt, der eine Vielzahl von Kontaktstiften 51 hat. Diese 20 
Kontaktstifte 51 sind dutch nicht gezeigte Fedem nach oben 
vorgespannt. Selbst wenn Druck auf ein Prufobjekt ausgeiibt 
wird, Ziehen sich deshalb die Kontaktstifte 51 zur oberen 
Oberflache des Sockets 50 zuriick. Andererseits konnen die 
Kontaktstifte 51 samlliche Klemmen HB selbst dann kon- 25 
taktieren wenn Druck unter einem gewissen Wmkel auf die 
Priifobjekte ausgeubi wird. 

Wie in Fig. 6 und 7 gezeigt ist, ist bei der vorliegenden 
Ausfiihrungsform zur Einstellung der auBeren Umfangsfla- 
che eines Gehauseformteils der Priifobjekte eine Bauele- 30 
mentefiihrung 52 zur Bestimmung der Position desselben an 
dem Sockel 50 angebracht. Wie in Fig. 7 gezeigt ist, weist 
die Bauelementefuhrung 52 Wandteile 52a auf, die eine Ver- 
jiingung haben, die um die 4 Ecken der Priifobjekte herum 
einfallt, und dazwischen sind die Wande ausgeschnitten. In- 35 
folgedessen ist es moglich, das Prufobjekt in der Bauele- 
menteftihrung 52 in dem Zustand zu halten, in dem der IC- 
Haltcr 19 des Einsatzes 16 das Prufobjekt halt. Die Sockel- 
fuhrung 52 kann mit dem Sockel 50 verbunden ausgefiihrt 
sein, und wenn die MaBgenauigkeit mit dem Sockel 50 si- 40 
chergestellt ist, kann sie als ein separates Bauteil ausgefiihrt 
und dann verbunden werden. Die Bauelementefuhrung 52 
kann auch an der Sockelfuhrung 40 statt an dem Sockel 50 
vorgesehen sein. 

45 

Entladeabschnitt 400 

Der Entladeabschnitt 400 hat zwei X-Y-Forderer 404 mit 
demselben Aufbau wie der X-Y-F6rderer 304 im Ladeab- 
schnitt 300. Die X-Y-Forderer 404 setzen die gepruften ICs 50 
vom Priiftablar TST, das zum Entladeabschnitt 400 ausge- 
tragen wurde, auf das Kundentablar KST um. 

Wie in Fig. 1 gezeigt ist, weist die Priifplatte 105 des Ent- 
ladeabschnitts 400 zwei Paare von Offnungen 406 auf, die 
so angeordnet sind, daB die zum Entladeabschnitt 400 trans- 55 
portierten Kundentablare KST in die Nahe der oberen Ober- 
flache der Priifplatte 105 gebracht werden konnen. 

Weiierhin ist, obgleich dies nicht gezeigt wird, ein Hub- 
tisch zum Anheben und Absenken eines Kundentablars KST 
unter den Offnungen 406 angeordnet. Ein Kundentablar, das 60 
voll wird, nachdem es mit gepriiften Prufobjekten beladen 
wurde, wird hier aufgesetzt und abgesenkt, und das voile Ta- 
blar wird zu dem Tablar-Transferarm 205 iibergeben. 

Obgleich es bei dem IC-Priifgeral 1 gemaB der vorliegen- 
den Ausfiihrungsform bis zu acht Typen von sortierbaren 65 
Kategorien gibt, konnen nur hochstens vier Kundentablare 
KST an den Offnungen 406 des Entladeabschnitts 400 ange- 
ordnet werden. Deshalb gibt es in Echtzeit eine Grenze von 
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vier sortierbaren Kategorien. Im allgemeinen sind vier Kate- 
gorien ausreichend, d. h. gute ICs konnen klassifiziert wer- 
den in Bauelemente mit hoher Ansprechgeschwindigkeit, 
mittlerer Ansprechgeschwindigkeit und niedriger Ansprech- 
geschwindigkeit, plus schadhafte Bauelemente, doch kon- 
nen auch Kategorien auftreten, die nicht zu diesen Katego- 
rien gehoren, wie elwa Bauelemente, die eine Nachpriifung 
erfordem. 

Wenn Prufelemenie aufueten, die in eine andere Katego- 
rie eingeordnel sind, als die Kategorien, die den vier an den 
Offnungen 406 des Entladeabschnitts 400 angeordneten 
Kundentablaren zugewiesen sind, muB somit ein Kundent- 
ablar KST aus dem Entladeabschnitt 400 zu dem IC-Maga- 
zin 200 zuriickgefuhrt werden, und ein Kundentablar KST 
zur Aufbahme der Priifobjekte der neu aufgetretenen Kate- 
gorie kann an seiner Stelle zu dem Entladeabschnitt 400 
uberflihrt werden, so dafi es diese Priifobjekte aufnehmen 
kann. Wenn Kundentablare KST inmitten des Sortiervor- 
gangs ausgetauscht werden, muB die Sortierarbeit wahrend 
dieser Zeit unterbrochen werden, und deshalb besteht der 
Nachteil einer Verringerung des Durchsatzes. Aus diesem 
Grund ist bei dem IC-Priifgerat 1 gemaB der vorliegenden 
Ausfuhrungsform ein Pufferabschnitt 405 zwischen dem 
Priiftablar TST und der Offnung 406 des Entladeabschnitts 
400 vorgesehen, und Priifobjekte einer seiten auftretenden 
Kategorie werden zeitweise in diesem Pufferabschnitt 405 
abgelegt. 

Zum Beispiel hat der Pufferabschnitt 405 eine Kapazitat 
zur Aufnahme von etwa 20 bis 30 Prufobjekten. Zum Spei- 

chem der Kategorien der ICs, die in den IC-Halteplatzen des 
Pufferabschnitts 405 gehalten sind, ist ein Speicher vorgese- 
hen. Diese Kategorien und die Positionen der zeitweise im 
Pufferabschnitt 405 abgelegten Priifobjekte werden fiir je- 
des Priifobjekt gespeichert. In den Pausen der Sortierarbeit, 
Oder wenn der Pufferabschnitt 405 vollgelaufen ist, werden 
Kundentablare der Kategorien, zu denen die im Pufferab- 
schnitt 405 abgelegten Priifobjekte gehoren, aus dem IC- 
Magazin 200 aufgerufen, und die ICs werden auf diesen 
Kundentablaren KST aufgenommen. Dabei erstrecken sich 
manchmal die zeitweise im Pufferabschnitt 405 abgelegten 
Priifobjekte iiber mehrere Kategorien, doch geniigt es in die- 
sem Fall, mehrere Kundentablare KST auf einmal von den 
Offnungen 406 des Entladeabschnitts aufzurufen, wenn 
Kundentablare KST aufgerufen werden. 

Als nachstes wird die Arbeitsweise erlautert werden. 

Bei der Priifprozedur im Inneren des Kammerabschnitts 
100 werden die Priifobjekte in dem Zustand, in dem sie auf 
dem in Fig. 5 gezeigten Priiftablar gehalten sind, iiber den 
Priifkopf 104 transportiert, genauer werden die einzelnen 
Priifobjekte in dem Zustand transportiert, in dem sie in die 
IC-Halter 19 der Einsatze 16 in dieser Figur fallengelassen 
wurden. 

Wenn das Priiftablar TST am Prufkopf 104 anhalt, be- 
ginnl der Z-Achsen-Antrieb zu arbeiten, und jeder in Fig. 8 
gezeigte StoBel 30 senkt sich in bezug auf jeden Einsatz ab. 
Die beiden Fiihrungsstifie 32 des SloBels treien durch die 
Fiihrungslocher 20 der Einsatze 16 und kommen mit den 
Fiihrungsbuchsen 41 der Sockelfiihrungen 40 in Eingriff. 

Dieser Zustand ist in Fig. 8 gezeigt. Die Einsatze 16 und 
die StoBel 30 haben ein besiimmtes MaB an Positionsfehlem 
in bezug auf die Sockel 50 und Sockelfiihrungen 40, die am 
Priifkopf 104 angebracht sind (d. h. auf der Seite des IC- 
Priifgerates 1). Die Fiihrungsslifle 32 auf den linken Seiten 
der Siofielsockel 34 greifen passend in die Locher mit klei- 
nem Durchmesser der Fiihrungslocher 20 der Einsatze 16, 
um die StoBel 30 und die Einsatze 16 auszurichten, so daB 
der am StoBel angebrachte SioBelblock 31 die Priifobjekte 
in geeigneten Positionen in X-Y-Richtung beaufschlagen 
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kann. 

Weiterhin ireten die Locher mil groBem Durchmesser der 
Fuhrungslocher 20 auf den linken Seiten derEinsatze 16 mil 
den Fiihrungsbuchsen 41 auf den linken Seiten der Sockel- 
fiihrung 40 in Eingriff, wodurch die Einsatze 16 und die 
Sockelfiihrungen 40 in bezug zueinander ausgerichlet war- 
den, wodurch die Posilionsgenauigkeit der Priifobjekte und 
der Koniaktstifle 51 verbessert wird. 

Weiterhin werden die an den IC-Haliem 19 der Einsatze 
gehaltenen Prufobjekte dadurch positioniert (in der Hohe 
korrigiert), daB sie durch die Wande 52a der an den Sockeln 
50 Oder Sockelfiihrungen 40 angebrachten Bauelemeniefiih- 
rungen 52 eingezogen werden, wenn sie durch die StoBel 30 
niedergedriickt werden, so daB es moglich ist, eine Ausrich- 
tung zwischen den Eingangs/Ausgangs-Klemmen und den 
Kontaktstiften 51 mit hoher Genauigkeit in bezug auf die X- 
Y-Richtung zu realisieren. 

Was andererseits die Z-Richtung beuifft, so wird die Last, 
die auf die Prufobjekte zu dem Zeitpunkt ausgeubt wird, an 
dem die Anschlagfuhrung 33 des StdBclsockels 34 an der 
Anschlagfiache 42 der Sockelflihrung 40 anschlagt, zu ei- 
nem Nachteil. Wenn die Last zu groB ist, fuhrt dies zur Be- 
schadigung der Prufobjekte, wohingegen die Priifungen 
nichi ausgefuhrt werden konnen, wenn sie zu klein ist. Wie 
in Fig. 9 gezeigt ist, ist es folglich erforderlich, daB er Ab- 
sland Y in Z-Richtung zwischen der Anschlagfuhrung 33 
des StoBelsockels 34 und dem StoBelblock 31 und der Ab- 
stand Z in Z-Richtung zwischen den Kontaktstiften 51 und 
der Anschlagfiache 42 der Sockelflihrung 40 mit hoher Pra- 
zision eingehalten werden. Dies laBt sich jedoch nur be- 
grenzt verwirklichen, und auBerdem hat die Dicke X der 
Prufobjekte selbst einen groBen EinfluB. 

Das IC-Priifgerat 1 gemaB der vorliegenden Ausfuh- 
rungsform vereinheitlicht jedoch die Andruckkraft auf die 
Prufobjekte nicht durch Steuerung der Hube des Stofiels, 
sondem durch Steuerung der Belaslung durch den StoBel- 
block 31. Selbst wenn Fehler AX. AY und AZ in den Refe- 
renzmaBen X, Y und Z aufu^ten, kann deshalb der StoBel- 
block 31 diese Fehler ausgleichen und durch die Wirkung 
der Feder 36 eine elastische Kraft auf die Prufobjekte aus- 
uben. Somit laBt sich verhindem, daB eine ubermaBige An- 
druckkraft auf die Prufobjekte ausgeubt wird, oder, umge- 
kehrt, die Andruckkraft nicht stark genug ist. 

Um das obige anhand einer reprasentativen Ausfiihrungs- 
form im einzelnen zu erlautern, bei Verwendung einer Feder 
36 mit einem Elastizitatskoeffizienien von 230 gf/mm und 
einer Lange von 16,5 mm, wie in Fig. 10 gezeigt ist, wer- 
den, wenn die Referenzlast der Prufobjekte, die 46 Klem- 
men haben, auf 25 gf/1 Kugel eingeslellt ist, die Unterleg- 
scheiben 37 angebracht, wobei ausgewahlt wird, wieviele 
angebracht werden, damit die Bezugslange der Feder 36 an- 
hand der Charakteristik gemaB Fig. 10 11,5 mm wird. Wenn 
der multiplizierte (akumulierte) Fehler, der in den obigen 
Referenzabmessungen X, Y und Z aufgeU-eten ist, null be- 
tragt, so betragt die auf das Priifobjekt ausgeiibte Last 
( 1 6,5 mm- 1 1 ,5 mm) x 230 gf/mm 46 Stifte = 25, was mit 
den auslegungsgemaBen 25 gf/1 Kugel ubereinslimmt, 
Wenn man annimmt, daB der obige multiplizierte Fehler + 
0,4 mm zur positiven Seite betragt, so wird die auf das Pruf- 
objekl ausgeubte Last (16,5 mm-11,1 mm) x 230 gf/mm 
46 Stifle = 27 gf/l Kugel. Wenn man umgekehrt annimmt, 
daS der multiplizierte Fehler -0,4 mm zur negaiiven Seite 
beU-agt, so wird die auf das Priifobjekt ausgeubte Last 
(16,5 mm-11,9 mm) x 230 gf/mm 46 Stifte = 23 gf/ 1 
Kugel. Dies ergibt selbst unter Beriicksichtigung eines Last- 
fehlers der Feder 36 25 ± 3 gf/1 Kugel, was im Vergleich zur 
Steuerung der Hiibe nach dem Stand der Technik eine be- 
merkenswerte Verbesserung darstellt. 



Die oben erlauterten Ausfuhrungsformen wurden be- 
schrieben, um das Verstandnis der vorliegenden Erfindung 
zu erleichtem und nicht um die Erfindung zu beschranken. 
Die in den obigen Ausfiihrungsfonnen dargestcllten Ele- 

S mente schlieBen somit alle konsUiiktiven Abwandlungen 
und Aquivalente ein, die zum technischen Gebiet der vorlie- 
genden Erfindung gehoren. 

Da gemaB der vorliegenden Erfindung nicht die Hiibe des 
StoBels, sondern die durch den StoBel ausgeiibte Last kon- 

10 trolliert wird, wird die Andruckkraft fiir die Priifobjekte ver- 
einheitlicht. Deshalb kann verhindert werden, daB eine uber- 
maBige Andruckkraft auf die Priifobjekte ausgeiibt wird 
Oder, umgekehrt, die Andruckkraft nichl ausreicht. 
Dadurch, dafi die Elastizitat der elastischen Mittel varia- 

15 bel gemacht wird, ist es auBerdem selbst dann, wenn die Re- 
ferenzlast (Andruckkraft) sich entsprechend dem Zustand 
der Prufobjekte oder entsprechend den Priifbedingungen an- 
dert, moglich, diesen Fallen flexibel Rechnung zu tragen. 
Somit kann ein IC-Priifgerat geschaffen werden, das vielsei- 

20 tig anwendbar ist. 

Patentanspriiche 

1. IC-Priifgeral zum Priifen eines oder mehrerer zu 
25 priifender Halbleiterbauelemente durch Andriicken 

von Eingangs/Ausgangs-Klemmen derselben gegen ei- 
nen Kontaklbereich eines Priifkopfes, mit: 
einem beweglich in der Nahe, jedoch in Abstand zu 
dem Kontaklbereich angeordnelen SloBelsockel, 

30 einem an dem StoBelsockel angeordneten StoBelblock 
zum Andriicken der Halbleiterbauelemente durch Be- 
aufschlagung derselben von der dem Kontaktbereich 
entgegengesetzten Seiten her und 
einem elastischen Teil zum Ausiiben einer elastischen 

35 Kraft auf den StoBelblock in der Andruckrichtung der 
Halb lei terb auelemen te . 

2. IC-Priifgerat nach Anspruch 1, bei dem die zu pria- 
fenden Halbleiterbauelemente in dem Zustand gegen 
den Kontaktbereich angedriickt werden, in dem sie 

40 durch ein Tablar gehalten sind. 

3. IC-Priifgerat nach Anspruch 1, bei dem die elasti- 
sche Kraft des elastischen Teils variabel ist. 

4. IC-Priifgerat nach Anspruch 2, bei dem die elasti- 
sche Kraft des elastischen Teils variabel ist. 

45 5. IC-Priifgerat nach Anspruch 3, bei dem der Elastizi- 
tatsmodul des elastischen Teils variabel ist. 

6. IC-Priifgerat nach Anspruch 4, bei dem der Elastizi- 
tatsmodul des elastischen Teils variabel ist. 

7. IC-Priifgerat nach Anspruch 3, bei dem eine Refe- 
50 renzlange des elastischen Teils variabel ist. 

8. IC-Priifgerat nach Anspruch 4, bei dem eine Rcfe- 
renzlange des elastischen Teils variabel ist. 

9. IC-Priifgerat nach Anspruch 5, bei dem eine Refe- 
renzlange des elastischen Teils variabel ist. 

55 10. IC-Priifgerat nach Anspruch 6, bei dem eine Refe- 
renzlange des elastischen Teils variabel ist. 
11. IC-Priifgerat zum Prtifen eines oder mehrerer zu 
priifender Halbleiterbauelemente durch Halten dersel- 
ben zwischen einem StoBel und einem Kontaktbereich 

60 eines Priifkopfes, um Eingangs/Ausgangs-Klemmen 
der Halbleiterbauelemente mit dem Kontaktbereich in 
Kontakt zu bringen, bei dem der StoBel in bezug auf die 
Halbleiterbauelemente vor- und zuriickbewegbar ist 
und einer Kraft in einer Richtung ausgesetzl ist, die der 

65 von dem Kontaktbereich auf die Halbleiterbauele- 
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ausgeiibten Kraft entgegengesetzt isl. 
Hierzu 13 Seiie(n) Zeichnungen 
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